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Die Firma Sonceboz SA, betreibt seit vielen Jahren Entwicklung im Bereich
der automobilen Mechatronik. Um dem gegebenen Trend der stetigen Effi-
zienzsteigerung im Automobil Rechnung zu tragen, entwickelte die Firma

u.a. einen neuartigen Aktuator-Prototypen, durch welchen ein bedarfsge-
regeltes und elektrifiziertes Abgasmanagement realisierbar wird.

Ziel dieser Arbeit ist es nun, den zuvor entwickelten Testplan fiir die Vali-

dierung der Elektronik dieses Aktuators zu realisieren.

Ausgangslage

Die Basis der vorliegenden Arbeit bildet der in der vo-
rangegangenen Semesterarbeit entwickelte Testplan.
Um die Fehlerpotentiale der zu tiberpriifenden Elekt-
ronik so frih wie moglich entdecken und eliminieren
zu kénnen, wurden mit Hilfe einer System- und
FME-Analyse ihre Funktionen definiert. Daraus wur-
den anschliessend 8 Funktionskriterien (F 1.1 bis 5)
abgeleitet, anhand denen mit elektrischen Messungen
die 5 erwdhnten Funktionen kontrolliert werden kon-
nen um die Elektronik quantitativ zu beurteilen.
Schliesslich wurde, unter Berticksichtigung von her-
stellerspezifischen und internationalen Normen, der
Testplan entwickelt.

Umsetzung

Der Testplan wurde grundsatzlich in drei Phasen
gegliedert. Die definierten Belastungstests werden
von der Ein- und Ausgangs-Charakterisierung um-
rahmt, mit deren Hilfe durch tiberpriifen der Funkti-

nach der Eliminierung der Problematik im gegebenen
Zeitrahmen nur 6 der urspriinglich 30 Elektronik-
karten angepasst und fiir die weiteren Messungen
verwendet werden. Der vorliegende Testplan musste
somit komplett iiberarbeitet werden.

Ergebnisse

Da die, nach den geschilderten Vorféllen, sehr geringe
Anzahl angepasster Elektronikkarten keine statistisch
aussagekraftigen Analysen der Testergebnisse zulas-
sen, hat der adaptierte Testplan nunmehr Modell-
charakter. Nichtsdestotrotz konnte der durchgeftihrte
Testplan Schwachstellen der Elektronik entlarven,
welche alles andere als vorhersehbar waren. Als Bei-
spiel wird im aufgefiihrten Diagramm das Verhalten
des Funktionskriteriums F1.1 in Funktion der Tem-
peratur abgebildet. Der negative Temperaturkoeffi-
zient des Keramik-Kondensators verkiirzt hier die
Aktivierungszeit des Hauptaktuators bei hohen
Temperaturen enorm, was zu Problemen fiihrt. Mit
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onskriterien Fehlfunktionen oder Verschleiss der vor-  den gewonnenen Erkenntnissen und den bereits geta- =
handenen Komponenten, vor und nach den Tests tigten Weiterentwicklungen wahrend der Bachelorthe- S
detektiert werden konnen. Wahrend des Life Time Cy-  sis, kann nun in einem zweiten Schritt ein B-Prototyp iz
cle Test (LTC) werden zusétzlich kontinuierlich die Pa-  entwickelt werden, mit dem die urspriinglich geplante g
rameter der Funktionskriterien tiberwacht. Vollversion des Testplanes absolviert werden kann. g
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